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Resumo 

A miniaturização das dimensões dos elementos de um circuito integrado possibilitou um grande aumento na capacidade de integração e conseqüentemente na quantidade de funcionalidades existentes em um único circuito. Este advento possibilitou a inserção cada vez maior destes componentes eletrônicos no cotidiano de todos, principalmente em dispositivos portáteis como smartphones, câmeras, laptops, etc. Esta grande demanda por equipamentos portáteis fez o consumo de potência tornar-se requisito de projeto tão importante quanto o desempenho do mesmo. Este trabalho tem por objetivo avaliar o consumo de potência e o desempenho de portas lógicas CMOS projetadas em diferentes tecnologias nanométricas. Neste sentido, são realizadas simulações elétricas no simulador NGSpice utilizando as tecnologias preditivas de 45 nm, 32 nm , 22 nm e 16 nm. Inicialmente estas tecnologias são caracterizadas em termos de suas características elétricas, como capacidade de corrente, tensão de limiar e correntes de fuga. Na seqüência, portas lógicas CMOS serão avaliadas para diferentes condições de contorno, que envolvem desde variação na tensão de alimentação até variação na carga de saída da porta lógica. A avaliação dos resultados permite confirmar a não existência de determinadas linearidades existentes em tecnologias micrométricas. Esse conjunto de resultados serve como guia para o projeto de circuitos integrados nas tecnologias nanométricas.
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